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บทที ่3  

วิธีดําเนินการวิจัยและผลการวิจัย  

3.1 สภาพปจจุบันของโรงงาน  

3.1.1 ขอมลูเบ้ืองตนของโรงงาน 
       โรงงานที่ทําการศึกษาเปนโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑฮารดดิสกไดรฟสําหรับใชกับ

คอมพิวเตอรต้ังโตะที่ใชทั่วไปตามบานและสํานักงาน ซึ่งเปนฮารดดิสกไดรฟขนาดใหญ 3.5 นิ้ว 
และผลิตภัณฑที่ใชทั่วไปในคอมพิวเตอรพกพา (Laptop) และฮารดดิสกไดรฟที่ใชตอพวงภายนอก
คอมพิวเตอร (External Drive) ซึ่งเปนผลิตภัณฑฮารดดิสกไดรฟขนาด 2.5 นิ้ว ฮารดดิสกไดรฟทั้ง
สองมีความแตกตางของข้ันตอนการผลิตในเรื่องของชิ้นสวนบางชิ้นในขั้นตอนการประกอบในหอง
สะอาด (Clean Room) ทําใหมีความสามารถในการนําไปใชงานในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน 
โดยข้ันตอนการผลิตเริ่มตนจากการประสอบชิ้นสวนของหัวอานดานในฮารดดิสก  และหลังจาก
ประกอบเสร็จจึงขนยายชิ้นงานไปตรวจสอบสัญญาณไฟฟาของหัวอานภายในหองสะอาดเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน  จากนั้นจึงลําเลียงฮารดดิสกไดรฟไปในสวนทดสอบในสวนของการ
ปฏิบัติงานดานหลังจากการประกอบชิ้นงานในหองสะอาด เพื่อประกอบชิ้นสวนแผงวงจรไฟฟา
และตรวจสอบคุณภาพการใชงานเปนขั้นตอนสุดทายกอนสงถึงมือลูกคา 

การทดสอบในสวนของการปฏิบัติงานดานหลังจากการประกอบงานในหองสะอาด 
(Back end) จะเปนการทดสอบการทํางานของตัวผลิตภัณฑฮารดดิสกไดรฟ เพื่อแยกผลิตภัณฑดี
และผลิตภัณฑเสียออกจากกัน โดยการผลิตในสวนของฮารดดิสกไดรฟขนาด 2.5 นิ้ว และ 3.5 นิ้ว   
นั้นจะมีข้ันตอนที่เหมือนกัน คือเมื่อฮารดดิสกไดถูกประกอบชิ้นสวนภายในมาจากหองสะอาด 
(Clean room) แลวเสร็จ  จะถูกสงออกมาประกอบแผนวงจร (Print circuit board, PCB) เขากับ
ฮารดดิสกไดรฟ ที่สถานี ประกอบฮารดดิสก  เขากับแผนวงจร (PCB) หลังจากนั้นจึงสงตอ
ฮารดดิสกไดรฟไปที่สถานีการทดสอบคัดผลิตภัณฑดีและเสียออกจากกัน ซึ่งในงานวิจัยนี้เรียกวา
สถานี B Tester โดยผลิตภัณฑเสียจะถูกสงมาสถานีเครื่องทดสอบ ซึ่งในงานวิจัยนี้เรียกวาสถานี 
A Tester เพื่อหาสาเหตุของการเสียหาย  จากนั้นจึงสงผลิตภัณฑฮารดดิสกไดรฟเสียกลับไปตาม
เสนทางสาเหตุการเสียหายที่ถูกยืนยันจากสถานีเครื่องทดสอบ A Tester สวนผลิตภัณฑดีจะถูก
สงไปติดฉลากและสงตอไปทําการสุมทดสอบ  โดยผลิตภัณฑที่ผานการสุมทดสอบจะถูกสงไป
บรรจุผลิตภัณฑ  สวนผลิตภัณฑที่ไมผานการสุมทดสอบจะถูกสงไปทดสอบใหมทั้งหมด  โดย

 

20 



21 

ผลิตภัณฑดีจะถูกสงกลับมาบรรจุผลิตภัณฑ สวนผลิตภัณฑที่ไมผานจะถูกสงไปสถานี A Tester 
ตอไป โดยในสวนนี้จะมีข้ันตอนการไหลของฮารดดิสกไดรฟดังภาพที่ 3-1  

 

 
 

 

ไมผาน ไมผาน 

หนวยความจาํหวัอานเขียน ที่ประกอบแลวเสร็จจากหองสะอาด 

ประกอบฮารดดิสก  เขากับแผนวงจร (PCB) 

เขาเครื่องทดสอบฮารดดิสกเพื่อ
แยกงานด/ีเสีย ; B Tester 

พิมพฉลากผลติภัณฑ  
(Label print) 

สถานทีดสอบแบบ
สุม(FQA);A Tester 

บรรจุผลิตภัณฑ (Packing) 

ผาน 

ทดสอบใหม100% 
(Re-screen);A 

จัดสงลูกคา (Logistic) 

สถานงีานเสยีงานเสียที่เครื่อง
ทดสอบสามารถหาอาการเสีย
ได (Mitech Debug; Scanner) 

ผาน 

ไมผาน 

ไมผาน 

ผาน 

Rework 

สถานทีดสอบงานเสียที่เครื่อง
ทดสอบไมสามารถหาอาการเสีย
ได(Debug station; A Tester) 

Rework 

ผาน ผาน 

ภาพที ่3-1 
แผนภูมิการไหลโดยรวมในการผลิตฮารดดิสกไดรฟ สวนของ Back end 
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3.2  การศึกษาแยกประเภทเครื่องทดสอบที่เกี่ยวของกับการทํางานในสวนดานหลังหอง 
      สะอาด (Back end) 

 
จากแผนภูมิการทํางานภาพที่ 3-1 มีเครื่องทดสอบผลิตภัณฑฮารดดิสกไดรฟที่

เกี่ยวของในสวนของการปฏิบัติงานดานหลังหองสะอาด (Back end) อยู 2 ประเภท ดังนี้คือ 
3.2.1 เครื่องทดสอบ A Tester 
เครื่องทดสอบ A Tester จะถูกนาํไปใชในขั้นตอนการทดสอบทั้งหมด 3 ข้ันตอน คือ  

สถานีแยกผลติภัณฑดี/เสีย (Debug station) สถานทีดสอบแบบสุม (FQA station) และสถานี
ทดสอบใหม 100% (Re-screen station) โดยเครื่องทดสอบ  A Tester 1 เครื่อง จะประกอบไป
ดวย 2 หองทดสอบ คือ หองทดสอบ  A และ หองทดสอบ B ซึ่งในแตละหองทดสอบ จะสามารถใส
ฮารดดิสกไดรฟที่ใชทดสอบงานได 60 ชองฮารดดิสกไดรฟ แสดงดังภาพที่ 3.2 และเครื่องทดสอบ 
A Tester มีทั้งหมด 350  เครื่อง  แบงออกเปน 

สถานีแยกผลติภัณฑดี/เสีย (Debug station)   18 เครื่อง 
สถานทีดสอบแบบสุม(FQA station)   90 เครื่อง 
สถานทีดสอบใหม100% (Re-screen station)  242 เครื่อง 

       
 

ภาพที ่3-2 
ลักษณะของเครื่อง A Tester (ที่มาจาก www.wdc.com) 

 
 
 

หองทดสอบ A 

หองทดสอบ B 
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      3.2.2 การเก็บขอมลูเสนทางของลาํดับของการทดสอบฮารดดิสกไดรฟใน 
              เครื่องทดสอบ A Tester 

เสนทางของลําดับการทดสอบฮารดดิสกไดรฟ ในเครื่องทดสอบ A Tester เปนไป
ตามลูกศรของภาพดานลาง (1หอง มี 60 ฮารดดิสกไดรฟ) โดยจะทําการทดสอบฮารดดิสกไดรฟ
คร้ังละ 1 ตัว หลังทดสอบฮารดดิสกไดรฟตัวที่ 1 เสร็จซอฟแวรจึงจะไปทดสอบตัวที่ 2,3,… ตอไป
เร่ือยๆ จนครบ 60 ฮารดดิสกไดรฟ ใชเวลารวมทั้งสิ้นในการทดสอบประมาณ 30 นาที ในการ
ทดสอบฮารดดิสกไดรฟจนครบและเสร็จสมบูรณทั้ง 60 ฮารดดิสกไดรฟใน 1 หองทดสอบ จึงจะ
สามารถนําฮารดดิสกไดรฟออกจากหองทดสอบ A ได ซึ่งการทํางานในหองทดสอบ B ก็มีลักษณะ
การทํางานเชนเดียวกันกับหองทดสอบ A แลวจึงจะนําฮารดดิสกไดรฟออกมาเพื่อติดสติ๊กเกอรบงชี้
อาการเสียเนื่องจากสาเหตุใดๆ ได  หลังจากนั้นจึงสงฮารดดิสกไดรฟตอไปยังสถานีงานที่บงชี้
อาการไวตามสติ๊กเกอร  เพื่อทําการแกไขตอไป  ดังแสดงในภาพที่ 3-3 
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ภาพที ่3-3 
การไหลของลาํดับการทดสอบฮารดดิสกไดรฟ 60 ตัว ในตู A Tester (หองทดสอบ A) 
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      3.2.3 การคํานวณกําลังการผลิตของเครื่องทดสอบ A Tester  
       การคํานวณอัตราการผลิตตอหนึ่งเครื่องทดสอบ A Tester ซึ่งเครื่องทดสอบนี้จะใช

คนทําหนาที่นําเขา/ออกของฮารดดิสกไดรฟจากเครื่องทดสอบกอนการทดสอบและหลังทดสอบ
เสร็จ 
 

สมการการคํานวณ 
A Tester capacity  =  จํานวนฮารดดิสกไดรฟใน1เครื่องทดสอบ X DTX ชั่วโมงการทํางาน   ...(1)       

                           [เวลาที่ใชทดสอบ (ชม.)+ เวลานําเขา/ออก (ชม.)] 
โดยกําหนดให 
Down time (DT) หรือ การใหคาเผื่อหยุดทํางานของเครื่องทดสอบกาํหนดที ่2 เปอรเซ็นต ของการ 
            ทํางาน 24 ชั่วโมง ซึง่มีคาเทากับ 0.98  
ชั่วโมงการทํางาน คือ จาํนวนชั่วโมงการทาํงานในหนึ่งวนั คาเทากับ 24 ชม. 
เวลาที่ใชทดสอบ คือ เวลาทีใ่ชในการทดสอบฮารดดิสกไดรฟ หนวยเปนชั่วโมง  
เวลานําเขาและนําออก คือ เวลาที่ใชหยิบเขาและออกของฮารดดิสกไดรฟเปนเวลา 25 นาทีตอคร้ัง 
                  ตอเครื่อง ซึ่งมีคาเทากบั 0.42 ชม. 

ปจจุบันโรงงานมีเครื่องทดสอบ A Tester 18 เครื่อง ตองการทดสอบฮารดดิสกไดรฟ
ชนิด 2.5 นิ้ว ชื่อผลิตภัณฑ AAA ตองใชเวลาในการทดสอบ 30 นาที ใชเวลาในการปอนชิ้นงานเขา
เครื่องและหยิบชิ้นงานออก 25 นาที เครื่องทดสอบ A Tester จะสามารถทดสอบฮารดดิสกไดรฟ
ไดตามสมการที่ (1) ดังนี้ 
 
A Tester capacity  =  (18) X (120)  X (0.98) X (24)      =    55,421 ตัว/วัน 

                      [(30+25) ÷ (60)] 
 
 3.2.4 เครื่องทดสอบ B Tester 

       สวนเครื่องทดสอบ B Tester 1 เครื่อง จะมี 10 หนวยการวัด และในแตละ 1 หนวย
การวัด จะมี 6 แถว  ในแตละ 1 แถว จะมี 24 เซลล และในแต 1 เซลล จะมี 2 ชอง ซึ่งใน 1 ชอง ก็
คือ ฮารดดิสกไดรฟ  1 ตัว และเครื่องทดสอบ B Tester มีทั้งหมด  150  เครื่อง  ซึ่งแสดงลักษณะ
ของเครื่องทดสอบในภาพที่ 3-4  
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ภาพที ่3-4 
เครื่องทดสอบ B Tester ในภาพแสดงภาพ 8 หนวยการวัด (ที่มาจาก www.wdc.com) 

 
      3.2.5 การเก็บขอมลูเสนทางของลาํดับของการทดสอบฮารดดิสกไดรฟใน 

                        เครื่องทดสอบ B Tester 
เสนทางของขั้นตอนการทดสอบฮารดดิสกไดรฟ  ในเครื่องทดสอบ B Tester เปนไป

ตามลูกศรของภาพที่ 3-5 (1 เซลล มี 2 ชอง หรือ ฮารดดิสกไดรฟ  2 ตัว) โดยจะทําการทดสอบ
ฮารดดิสกไดรฟ ใน 1 เซลล โดยทดสอบฮารดดิสกไดรฟตัวที่ 1 เสร็จก็จะไปทดสอบตัวที่ 2 จนครบ 
2 ตัว ใชเวลารวมทั้งสิ้นในการทดสอบประมาณ 15 นาที จึงจะสามารถนําฮารดดิสกไดรฟออกจาก
เครื่องทดสอบ B Tester ไดโดยแขนกลจะเขาไปหยิบฮารดดิสกไดรฟออกมาวางที่สายพานลําเลียง 
คร้ังละ 1 ตัว  และการทดสอบของเซลล แตละเซลลจะเปนอิสระตอกัน  นั่นหมายถึงวาถาทดสอบ
ฮารดดิสกไดรฟ  ครบ 2 ตัวใน 1  เซลล  ก็สามารถนําฮารดดิสกไดรฟออกมาจากเครื่องทดสอบ B 
Tester ได โดยไมตองรอใหเสร็จทั้ง 1 หนวยการวัด จึงจะสามารถนําฮารดดิสกไดรฟออกมาได  แต
หลักการ คือ เมื่อเซลลใดเซลลหนึ่ง  ทดสอบเสร็จ  แขนกลก็จะเขาไปทําการหยิบฮารดดิสกไดรฟใน
เซลลที่ทดสอบเสร็จแลวออกมาทันทีที่ถึงขั้นตอนที่แขนกลตองหยิบชิ้นงานออกมาจากเครื่อง
ทดสอบ B Tester 
 

1 หนวยการวดั 
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ภาพที ่3-5 
ลําดับการทดสอบฮารดดิสกไดรฟในเครื่อง B Tester ในแตละ 1 เซลล 

 
3.2.6 การคํานวณกําลังการผลิตของเครื่องทดสอบ B Tester  
การคํานวณอัตราการผลิตของเครื่องทดสอบ B Tester ซึ่งเครื่องทดสอบ B Tester จะ

ใช แขนกล (Robot) และพนักงานทําหนาที่นําเขา/นําออกของฮารดดิสกไดรฟ โดยพนักงานจะทํา
หนาที่นําเขา/นําออกของฮารดดิสกไดรฟ ลงบนสายพานหนาเครื่อง และแขนกล (Robot) จะทํา
หนาที่หยิบฮารดดิสกไดรฟเขาชอง เพื่อทดสอบฮารดดิสกไดรฟตอไป 

B Tester จะตองทาํการคิดอตัราการผลิต 2 แบบ คือ 
-  ความสามารถในการผลิตของชอง 
-  ความสามารถในการผลิตของแขนกล 

และพิจารณาเลือกวาเงื่อนไขใดใหคาอัตราการผลิตที่นอยที่สุด  และนําคาที่นอยที่สุด
มาใชงาน  เนื่องจากวาถานําคาที่มากสุดมาใชงาน  อาจติดเงื่อนไขการทํางานของแขนกล (Robot) 
หรือ ชอง อาจไมสามารถทํางานใหคาตามคาที่มากสุดได ซึ่งจะทําใหการคํานวณผิดพลาดกับการ
ทํางานจริงและอาจเกิดผลกระทบกับกระบวนการผลิต คือ เกิดงานระหวางทํา (Work in process, 
WIP) มากเกินกวาที่พื้นที่การทํางานจะเก็บไวไดเพราะสถานีงานเกิดคอขวด หรือ สงมอบใหลูกคา
ตามกําหนดเวลาและตามจํานวนที่ตกลงไวไมได เปนตน 
สมการการคํานวณ 
 
ความสามารถในการผลิตของชอง  
                = จํานวนฮารดดิสกไดรฟใน1เครื่องทดสอบ X DT X ชั่วโมงการทํางาน (ชม.)   … (2) 
      เวลาที่ใชทดสอบ(ชม.) 

ชอง 1 

ชอง 2 

ชอง 1 

ชอง 2 

ชอง 1 

ชอง 2 

ชอง 1 

ชอง 2 

ชอง 1 

ชอง 2 

ชอง 1 

ชอง 2 

เซลล 2 เซลล 1 เซลล 3 เซลล 4 เซลล 5 เซลล 6 
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ความสามารถในการผลิตของแขนกล 
= DT X ชั่วโมงการทํางาน X วนิาท ี              … (3) 
   เวลาที่ใชทั้งหมดของแขนกล(ชม.) 
         

โดยกําหนดให 
Down time (DT) หรือ การใหคาเผื่อหยุดทํางานของเครื่องทดสอบกาํหนดให 2 เปอรเซ็นตของการ  
  ทํางาน 24 ชั่วโมง ซึ่งมีคาเทากับ 0.98 
ชั่วโมงการทํางาน คือ จาํนวนชั่วโมงการทาํงานในหนึ่งวนั คาเทากับ 24  
จํานวนชองใน1 เครื่องทดสอบ B Tester มี 2880 ชอง แตถูกแบงไปใชในการทดสอบแยกงานเสยี  
  5 เปอรเซ็นต ซ่ึงเทากับ 144 ชอง 
เวลาที่ใชทดสอบ คือ เวลาทีใ่ชในการทดสอบฮารดดิสกไดรฟ หนวยเปนชั่วโมง  
เวลาที่ใชทัง้หมดของแขนกล คือ เวลาที่แขนกลใชหยิบเขา/ออกของฮารดดิสกไดรฟ เทากับ 23 ชม. 

ปจจุบันโรงงานมี B Tester 150 เครื่อง ตองการทดสอบฮารดดิสกไดรฟชนิด 2.5 นิว้ 
ชื่อผลิตภัณฑ AAA ซึ่งตองใชเวลาในการทดสอบ 15 นาท ีเครื่องทดสอบ B Tester จะสามารถ
ทดสอบฮารดดิสกไดรฟไดตามสมการที ่(2) และ (3) ดังนี ้
 
ความสามารถในการผลิตของชอง = (144) X (0.98) X (24) = 13,547 ตัว/วัน/เครื่อง 
                       (15÷60) 

    
ความสามารถในการผลิตของแขนกล = (0.98) X (24) X (3600) = 3,681 ตัว/วัน/เครื่อง 

                         (23) 
จากการคํานวณจะเห็นไดวาคาความสามารถในการผลิตของชอง ทําไดมากกวา

ความสามารถในการผลิตของแขนกล  แตคําตอบตองอิงคาที่นอยสุดเนื่องจากติดเงื่อนไขของคา
หลักการทํางานรวมกันของเครื่องจักรและแขนกล ทําใหตองใชคาที่นอยที่สุด  นั่นคือ  3,681 ตัวตอ
วันตอเครื่อง เมื่อกําหนดใหมีเครื่องทดสอบ B Tester ทั้งสิ้น 150 เครื่อง  

จะไดความสามารถในการผลิตเทากับ 3,681 x 150 เทากับ 552,150 ตัวตอวัน  
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3.3 กําลงัการผลติของโรงงาน (Capacity) 

ปจจุบันกําลังการผลิตของทางโรงงานมีเครื่องทดสอบฮารดดิสกไดรฟที่เสียแบบ A 
Tester ทั้งหมด 18 เครื่อง ใน A Tester 1 เครื่องจะทดสอบฮารดดิสกไดรฟเสียได 120 ชอง  สวน
เครื่องทดสอบฮารดดิสกไดรฟเสียแบบ B Tester มีอยูทั้งหมด  150 เครื่อง แตเครื่อง B Tester นั้น
ใชประโยชนในการทดสอบแยกฮารดดิสกไดรฟดีและเสียออกจากกันในเครื่องเดียวกันดวย   โดย
ในเครื่อง B Tester 1 เครื่อง จะถูกนําไปใชงานทดสอบฮารดดิสกไดรฟที่เสียเพียงแคประมาณ 5% 
จากจํานวนชอง ทั้งหมด 2880 ชอง หรือ ประมาณ 144 ชองตอจํานวน B Tester 1 เครื่อง   

ถาคิดเปนกําลังการผลิตรวมสําหรับการทดสอบฮารดดิสกไดรฟเสียในเครื่อง A 
Tester จะทดสอบไดทั้งหมด 55,421 ฮารดดิสกไดรฟตอวันในเวลาทดสอบประมาณ 30 นาทีตอ
ตัว สวน B Tester มีกําลังการผลิตที่สามารถรองรับไดสําหรับการทดสอบฮารดดิสกไดรฟเสียรวม
ทั้งหมด 552,150 ฮารดดิสกไดรฟตอวันในเวลาทดสอบประมาณ 15 นาทีตอตัว 

3.4 ขอมูลปจจุบัน 

การเก็บขอมูลเปนการเก็บในชวงกอนการที่จะนําแผนภูมิการไหลแบบใหมเขามาใช
งานจริง  โดยผูจัดทําไดเก็บขอมูลเปนระยะเวลาหนึ่งเดือนและเก็บขอมูลจากผลิตภัณฑชื่อ AAA 
โดยเปนผลิตภัณฑขนาด 2.5 นิ้ว ซึ่งตลาดของกลุมนี้มีการเติบโตที่รวดเร็ว และเปนที่ตองการของ
ตลาด 60-70 เปอรเซ็นตของผลิตภัณฑฮารดดิสกไดรฟทั้งหมด ณ ชวงเวลาปจจุบันนี้  

3.4.1 การใชประโยชน (Utilization) ของเครื่องทดสอบ  
การเก็บขอมูลปจจุบันถึงการใชประโยชน (Utilization) ของเครื่องทดสอบ ของเครื่อง

ทดสอบ A Tester และ B Tester แสดงดังตารางที่ 3-1 และสามารถนํามาแสดงในภาพแผนภูมิ
แบบเกาไดดังภาพที่ 3-6 ซึ่งจากการสังเกตลักษณะของขอมูลจะเห็นไดวาการใชประโยชนของ A 
Tester คอนขางใชงานเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากวาเครื่องทดสอบตองเดินเครื่องตลอด 24 ชม. 
และเปอรเซ็นตที่ทําใหเครื่องทดสอบยังใชงานไมเต็มประสิทธิภาพ มีสาเหตุมาจาก การนําเขาและ
การนําออกของผลิตภัณฑฮารดดิสกไดรฟเสียเปนสวนใหญ สวนการใชประโยชนของ B Tester ใช
งานไมเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากวาเครื่องทดสอบตองเดินเครื่องตลอด 24 ชม. ใชแขนกลในการ
นําเขาและนําออกของผลิตภัณฑฮารดดิสกไดรฟซึ่งทําใหงานไหลสม่ําเสมอและงานที่รอคอย
ทดสอบนอยกวาจํานวนที่เครื่องรับไดจึงเปนสาเหตุใหการใชประโยชน B Tester คอนขางต่ํา 
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ตารางที่ 3-1 
ขอมูลการใชประโยชนของเครื่องทดสอบฮารดดิสกกับผลิตภัณฑ AAA (เดือนกรกฎาคม 2551) 
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เปอรเซ็นการใชประโยชนของเครื่องทดสอบฮารดดิสกไดรฟ
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ภาพที ่3-6 

ขอมูลการใชประโยชนของเครื่องทดสอบ (Utilization) ของเครื่องทดสอบ A Tester และ B Tester 
(เดือนกรกฎาคม 2551) 

 
 3.4.2 งานรอคอยเขาเครื่องทดสอบ A Tester และ B Tester 
การเก็บขอมูลปจจุบันของงานรอคอยเขาเครื่องทดสอบ A Tester และ B Tester ซึ่ง

ขอมูลแสดงดังตารางที่ 3-2 และสามารถนํามาแสดงในภาพของแผนภูมิแบบเกาไดดังภาพที่ 3-7 
จะเห็นไดวางานที่รอคอยของเครื่องทดสอบ A Tester เปนเปอรเซ็นตที่คอนขางสูงกวาเครื่อง B 
Tester เนื่องจากสาเหตุงานที่ออกมาจากสถานีเครื่องทดสอบเพื่อแยกผลิตภัณฑดีและผลิตภัณฑ
เสีย ตามแผนภูมิภาพที่ 3-1 มีมากกวาจํานวนที่เครื่องทดสอบ A Tester จะสามารถทดสอบไดทัน 
ซึ่งสอดคลองกับการใชประโยชนของเครื่อง A Tester ซึ่งมีคาคอนขางสูงตามไปดวย 
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ตารางที่ 3-2 
ขอมูลของจํานวนงานรอคอยเขาเครื่องทดสอบ A Tester และ B Tester (เดือน กรกฎาคม 2551) 
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งานรอคอยหนาเครื่องทดสอบในกระบวนการผลิต
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ภาพที ่3-7 

ขอมูลงานรอคอยเขาเครื่องทดสอบ A Tester และ B Tester (เดือนกรกฎาคม 2551) 
 

3.5 การวิเคราะหปญหา 

จากที่ไดศึกษาถึงขอจํากัดและความเปนไปไดในการปรับเปลี่ยนแผนภูมิการไหลของ
สวนปฏิบัติการดานหลังจากประกอบฮารดดิสกไดรฟแลวเสร็จจากหองสะอาด (Clean Room) นั้น 
จึงทําใหพบปญหาในสวนปฏิบัติการดานหลังจากประกอบฮารดดิสกไดรฟ (Back end) ซึ่ง
สามารถวิเคราะหไดโดยใชแผนภูมิเหตุและผล (แผนภูมิกางปลา) เขามาชวยใหเห็นถึงปญหาทุก
ปญหา ไดดังภาพที่ 3-8 และจากแผนภูมิกางปลา สามารถวิเคราะหรายละเอียดไดดังนี้ 
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ภาพที ่3-8 
แผนภูมิเหตุและผลในการหาสาเหตุเพื่อชวยในการวเิคราะหวิธีในปรับปรุงแกไขกระบวนการผลิต 

 
3.5.1 ขอจํากดัในสวนของเครื่องทดสอบฮารดดิสกไดรฟ 

                   ปญหาของการมีความจํากัดในสวนของเครื่องทดสอบฮารดดิสกไดรฟเพื่อแยก
ผลิตภัณฑดีออกจากผลิตภัณฑเสีย  ที่มีจํานวนเครื่องไมสมดุลตามความตองการฮารดดิสกไดรฟ
ของลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น  แตกําลังการผลิตของเครื่องทดสอบ  A Tester กลับมีอยูจํานวนเทาเดิม   
หรืออีกนัยหนึ่งคือ ตองการเพิ่มกําลังการผลิตจากจํานวนความตองการของลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น
และมีจํานวนเครื่องทดสอบ  A Tester เทาเดิม สืบเนื่องจากบริษัทผูผลิตเครื่องทดสอบ  A Tester
นั้นไดยกเลิกการผลิตและขายไปแลว  

เครื่อง  A Tester นั้นเปนเครื่องที่ใชทํางานตั้งแตเร่ิมเปดโรงงาน  จึงมีการพัฒนาแลว
เสร็จในความสามารถของการทดสอบงานไดทุกสถานีการทํางาน  นั่นก็คือ เครื่องมีการใชงานได
หลากหลายฟงกชันนั่นเอง  เพียงแตกําลังการผลิตของเครื่องทดสอบ  A Tester นั้นมีอยูจํานวน
จํากัด   ประสิทธิภาพของการใชงาน ณ ปจจุบันก็เปนตัวเลขที่สูงแลว  การลดเวลาการทํางานของ
เครื่องทดสอบก็ไดทําไปจนไมสามารถลดลงไดอีก เนื่องจากติดปญหาความเชื่อมั่นในการใชงาน
ของทางลูกคาตอผลิตภัณฑฮารดดิสกไดรฟ  และการทํางานโดยใชเครื่อง A Tester นั้น  ตองใช
พนักงานเปนจํานวนที่มาก  จึงทําใหทางโรงงานตองหาวิธีการหรือแนวทางการพัฒนาเพื่อปรับปรุง
การเพิ่มผลผลิตอื่นตอไป  เพื่อใหสามรถนํามาใชงานไดทันตออัตราการเติบโตที่รวดเร็วของวงจร
ชีวิตในอุตสาหกรรมทางอิเลคทรอนิกสที่อาจลาสมัยทางเทคโนโลยีไดรวดเร็วกวาอุตสาหกรรม
ประเภทอื่นนั่นเอง  
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3.5.2 ขอจํากดัในเรื่องของพื้นที่ในกระบวนการผลติ 
เนื่องจากพื้นที่ที่ใชในกระบวนการผลิตที่มีอยูเทาเดิมจึงทําใหตองมีการปรับปรุงกําลัง

การผลิตฮารดดิสกไดรฟ ใหเพิ่มข้ึนตามคําสั่งซื้อของลูกคาที่เพิ่มข้ึนในเวลาเทาเดิม เพื่อเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการผลิต  โดยสามารถแสดงพื้นที่ในฝายผลิตที่มีอยู
อยางจํากัดในการที่จะสามารถขยายไดเพิ่มตามภาพที่ 3-9  เนื่องจากในแตละสถานีมีการวาง
เครื่องจักรเต็มพื้นที่ฝายผลิต ณ เวลาปจจุบัน  และยากที่จะเคลื่อนยายเครื่องจักร  เนื่องจากการ
เคลื่อนยายเครื่องจักรนั้นจะมีคาใชจายที่คอนขางสูงเนื่องจากตองจางบริษัทจัดจําหนายมาทําการ
เคลื่อนยายใหเพราะในการเคลื่อนยายนั้นจะทําใหเครื่องจักรที่ใชแขนกลมีความคลาดเคลื่อนในจุด
พิกัด  จึงทําใหตองมีการปรับเครื่องจักรทุกเครื่องที่มีการยาย  ทําใหมีคาใชจายที่คอนขางสูง ไม
สามารถทําการปรับปรุงแผนผังการผลิตได 
 

 
 

ภาพที ่3-9 
แผนผังการผลิตสวนปฏิบัติการดานหลังการประกอบฮารดดิสก (Back end) ที่มีอยูอยางจํากัด 

 
 

เครื่องทดสอบฮารดดิสกเพื่อ
แยกงานด/ีเสีย ; B Tester 

พิมพฉลากผลติภัณฑ 
จัดสงลูกคา 

บรรจุผลิตภัณฑ 
ประกอบแผนวงจร 

สถานทีดสอบงานเสียที่เครื่องทดสอบไมสามารถ
หาอาการเสยีได(Debug station; A Tester 

วางพักงานเพื่อจัดลําดับการทดสอบสุม 

ทดสอบแบบสุม 

ทดสอบใหม 100% 
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3.5.3 ขั้นตอนการทาํงานที่ซํ้าซอน 
ข้ันตอนทํางานในสวนของการปฏิบัติงานดานหลังจากประกอบงานแลวเสร็จในหอง

สะอาด (Back end) นั้นยังมีการทํางานที่คอนขางซ้ําซอนและทับซอนกันอยู จึงทําใหควรปรับปรุง
แผนภูมิการไหลของงานใหลดการเคลื่อนยายงานที่เกินความจําเปนออกไป เพื่อใหไดผลิตผลที่
เพิ่มข้ึนตามเวลาของการทํางานเทาเดิม จากภาพที่ 3-10 จะเห็นขั้นตอนการทํางานในเสนประมี
การทํางานที่ซ้ําซอน คือ ฮารดดิสกไดรฟสามารถวนกลับมาทดสอบไดถึง 4 คร้ังตามเงื่อนไขของ
การเขียนคําสั่งของโปรแกรมการทดสอบ แตจากการเก็บรวมรวมมีการวนกลับถึง 2 เปอรเซ็นตของ
ฮารดดิสกไดรฟเสียตอวัน จึงทําใหมีการทํางานที่ซ้ําซอนเกิดขึ้น   

 

 
ภาพที ่3-10 

แผนภูมิสวนการปฏิบัติการดานหลังจากประกอบฮารดดิสก (Back end)  
ที่ข้ันตอนการทํางานซ้ําซอน 

 
 3.5.4 การเคลื่อนยาย/ขนสงดวยพนกังานที่บอยเกนิความจาํเปน 
 จากการศึกษาขอมูลปจจุบันของสวนหลังการผลิตฮารดดิสกไดรฟ (Back end) ทําให

พบปญหาที่เกิดขึ้นในสวนของการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถแจกแจงไดในแตละสถานีงานจําเปนตอง
ใชเครื่องทดสอบประเภทใด ซึ่งในแตละสถานีงานเมื่อทําการทดสอบเสร็จแลว  ตองทําการนํางาน
ออกมาจากตัวเครื่องเพื่อขนยายงานไปในสถานีงานถัดไป  โดยในแตละสถานีงานจะใชเครื่อง

ไมผาน ไมผาน 

หนวยความจาํหวัอานเขียน ที่ประกอบแลวเสร็จจากหองสะอาด 

ประกอบฮารดดิสก  เขากับแผนวงจร(PCB) 

เขาเครื่องทดสอบฮารดดิสกเพื่อ
แยกงานด/ีเสีย ; B Tester 

พิมพฉลากผลติภัณฑ  
(Label print) 

ผาน สถานงีานเสยีงานเสียที่เครื่อง
ทดสอบสามารถหาอาการเสีย
ได (Mitech Debug; Scanner) 

Rework 

สถานทีดสอบงานเสียที่เครื่อง
ทดสอบไมสามารถหาอาการเสีย
ได(Debug station; A Tester) 

Rework 

ผาน ผาน 

สามารถวนกลบัได 4 รอบ 
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ทดสอบแยกออกจากกันหรือเปนอิสระตอกันนั่นเอง  จะมีพนักงานทําการหยิบจับฮารดดิสกไดรฟ 
ในทุกๆ สถานีงานเพื่อขนยายฮารดดิสกไดรฟสูสถานีงานถัดไป ซึ่งจะทําใหอุปกรณอิเลคทรอนิกส
อาจเกิดขอบกพรองในชวงเวลาของการเคลื่อนยายและขนสงดวยพนักงานคนที่บอยเกินความ
จําเปน แสดงไดจากพื้นที่ในเสนประตามภาพที่ 3-11 

 
 

 

ระยะทางของสถานี B Tester และ A tester หางกัน 18 เมตร 
จํานวนรอบในการขนยาย 50 รอบ/วัน/คน 

หองสะอาด 

ประกอบฮารดดิสกเขา
กับแผนวงจร(PCB) 

 
 
 

เขาเครื่องทดสอบฮารดดิสก 
เพื่อแยกงานด/ีเสีย ; B Tester 

 

สถานทีดสอบงานเสียที่เครื่อง
ทดสอบไมสามารถหาอาการ
เสียได(Debug station; A 

Tester) 

สถานงีานเสยีงานเสียที่เครื่อง
ทดสอบสามารถหาอาการเสียได 

(Mitech Debug; Scanner) พิมพฉลากผลติภัณฑ  
(Label print) 

สถานทีดสอบแบบสุม(FQA);A Tester 

สถานทีดสอบใหม100% 

บรรจุผลิตภัณฑ(Packing) 

พื้นที่วางสนิคาและจัดสงลูกคา(Logistic) 

 
 
 

 
 
 
 

พื้นที่จัดแบงกลุมของ 
ฮารดดิสกไดรฟตามหมายเลข
และลําดับรอคอยเพื่อรอ

ทดสอบ 
 

ภาพที ่3-11 
ไดอะแกรมสายใย (String diagram) สําหรับการเคลื่อนที่และประมาณการแผนผังอยางงาย แสดง

การเคลื่อนยายที่บอยเกินความจาํเปน 
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3.5.5 เทคโนโลยกีารพัฒนาของฮารดดิสกไดรฟ 
การพัฒนาเทคโนโลยีของฮารดดิสกไดรฟที่กาวหนาอยูตลอดเวลานั้นทําใหบางครั้งไม

สอดคลองหรือสอดรับกับเทคโนโลยีของเครื่องทดสอบที่มีอยูเดิม  ทําใหในบางผลิตภัณฑ
จําเปนตองทดสอบกับเครื่องที่เฉพาะเจาะจง  หรือตองมีการเปลี่ยนเงื่อนไขเครื่องทดสอบเปน
เครื่องที่สามารถรองรับกับตัวผลิตภณัฑที่ถูกพัฒนาตลอดเวลา 

3.5.6 ประสิทธิภาพการใชงานของเครื่องทดสอบนอยหรือมากเกินไป 
การใชงานของเครื่องจักรที่ไมสมดุลหรือไมบรรลุประสิทธิภาพก็เปนสาเหตุที่ทําใหเกิด

ความไมคุมคาในการใชทรัพยากรที่มีอยู ซึ่งขอมูลแสดงตามภาพที่ 3-6 
3.5.7 งานรอคอยที่เครื่องทดสอบมากหรือนอยเกินไป 
งานรอคอยเปนปญหาที่สําคัญอยางหนึ่งในการทํางาน  เนื่องมาจากวาการที่มีงานรอ

คอยอยูในฝายผลิตที่มีพื้นที่จํากัด  จะเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการทํางาน  ซึ่งอาจทําใหงานไม
ไหลลื่น  อันเนื่องมาจากพนักงานทํางานไมสะดวกตามหลักการยศาสตร เปนตน ซึ่งขอมูลแสดง
ตามภาพที่ 3.7 

3.5.8 เงินลงทุนมีจํากัด 
ในแตละบริษัทจะมีการกําหนดเงินลงทุนในแตละป เพื่อใชในการเติบโตของแตละ

บริษัทซึ่งเปนวงเงินที่ไมมากเมื่อแบงสันปนสวนไปในแตละแผนก  จึงทําใหทุกฝายตองมีการพัฒนา
หรือปรับปรุงแกไขกระบวนทํางานใหมีมูลคาที่ตํ่าสุด เพื่อเปนการประหยัดไวใชในกรณีที่ฉุกเฉิน 
เปนตน 

3.5.9 เครื่องทดสอบ A Tester ยกเลกิการผลิตและจําหนาย 
เนื่องจากปจจุบันเครื่องทดสอบรุนนี้ยกเลิกการผลิตและจําหนายแลว จึงกลับไป

พิจารณาเรื่องของการวิเคราะหปญหาอื่นๆ แทนที่ปญหาดังกลาวมา 
3.5.10 พนักงานทํางานผิดวิธีใหเกิดความผิดพลาดกับชิ้นงาน 
การปฏิบัติงานที่เกิดจากแรงงานคนอาจเกิดความหลงลืมหรือหรือความไมระมัดระวัง

ทําใหเกิดความผิดพลาดกับชิ้นงานได  ซึ่งปญหานี้มักเกิดจากพนักงานทํางานเปนเวลานานและ
เกิดความเหนื่อยลา จึงทําใหทํางานผิดวิธีเนื่องจากขาดความระมัดระวัง และในบางสถานีงาน
ออกแบบการทํางานไมถูกตอง  เชน เมื่อทํางานไปในระยะเวลานานอาจทําใหเกิดความเมื่อยลา 
เนื่องมาจากการออกแบบวิธีการทํางานไมเหมาะสมกับงานหรือเครื่องจักร เชน การยืนเพื่อปอน
ชิ้นงานเขาเครื่องจักร  หรือการนั่งผิดระดับกับความสูงของเครื่องจักร เปนตน  
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3.6 แนวทางการปรับปรุงแกไข 

จากปญหาที่กลาวมาในขางตน จะเห็นไดวามีปญหาหลายหัวขอใหเลือกทําการแกไข
และปรับปรุง  โดยผูวิจัยไดวิเคราะหในแตละปญหาเพื่อทําการเลือกมาแกไขใหเกิดประโยชนสูงสุด
ซึ่งหัวขอตอไปนี้ผูวิจัยไดทําการแจกแจงถึงความเปนไปไดในการเลือกมาปรับปรุงแกไข คือ 

3.6.1 ขอจํากัดในสวนของเครื่องทดสอบฮารดดิสกไดรฟ 
เนื่องจากกําลังการผลิตของเครื่องทดสอบ  A Tester นั้นมีอยูจํานวนจํากัด   

ประสิทธิภาพของการใชงานคอนขางสูง การลดเวลาการทํางานของเครื่องทดสอบไมสามารถลดลง
ไดอีก และการทํางานกับเครื่อง  A Tester นั้น ตองใชพนักงานเปนจํานวนคอนขางมาก จึงทําให
ตองหาวิธีเพื่อปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต เชน ปรับข้ันตอนการทํางานยุบข้ันตอนในบางขั้นตอนไป
รวมกับข้ันตอนที่สามารถรวมกันได เพื่อหาแหลงทรัพยากรที่มีอยูเดิมมาทดแทนใหเครื่องทดสอบ 
A Tester ที่มีอยูอยางจํากัด 

 3.6.2 ขอจํากัดในเรื่องของพื้นที่ในกระบวนการผลิต 
เนื่องจากการเคลื่อนยายเครื่องจักรนั้นจะมีคาใชจายที่คอนขางสูง  เนื่องจากตอง

วาจางบริษัทที่ทําการจัดจําหนายมาทําการเคลื่อนยายให  เพราะในการเคลื่อนยายนั้นจะทําให
เครื่องจักรที่ใชแขนกลมีความคลาดเคลื่อนในจุดพิจัด  จึงทําใหตองมีการปรับเครื่องจักรทุกเครื่องที่
มีการยายตองอาศัยความรูของผูจัดจํานายเพราะเปนความลับของผูจัดจําหนายที่ไมถายทอด  ทํา
ใหมีคาใชจายที่คอนขางสูงถาตองการเปลี่ยนแปลงแผนผังการผลิตใหม จึงไมสามารถทําการ
ปรับปรุงแผนผังการผลิตไดในบางกรณีเนื่องจากติดปญหาเรื่องของเงินลงทุนที่มีจํากัด 

3.6.3 ขั้นตอนการทํางานที่ซํ้าซอน 
การทํางานที่ซ้ําซอน ทําใหควรปรับปรุงแผนภูมิการไหลของงานใหลดการเคลื่อนยาย

งานที่เกินความจําเปนออกไป เพื่อใหไดผลผลิตที่เพิ่มข้ึนจากเวลาของการทํางานเทาเดิม 
3.6.4 การเคลื่อนยาย/ขนสงดวยพนักงานที่บอยเกินความจําเปน 
การทํางานที่ซ้ําซอนเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการเคลื่อนยายหรือขนสงดวยพนักงานที่

บอยเกินความจําเปน  ซึ่งถาสามารถลดความซ้ําซอนของการปฏิบัติงานไดก็จะทําใหสามารถลด
การขนยายที่ไมจําเปนออกไปไดนั่นเอง 

3.6.5 เทคโนโลยีการพัฒนาของฮารดดิสกไดรฟ 
เนื่องจากเทคโนโลยีของฮารดดิสกไดรฟที่พัฒนานั้นทําใหบางครั้งไมสอดคลองหรือ

สอดรับกับเทคโนโลยีของเครื่องทดสอบที่มีอยูเดิม  ทําใหในบางผลิตภัณฑจําเปนตองทดสอบกับ
เครื่องที่เฉพาะเจาะจง  ซึ่งทําใหตองกลับไปแกไขในเรื่องของการหาเครื่องทดสอบอื่นมาทดแทน 
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3.6.6 ประสิทธิภาพการใชงานของเครือ่งทดสอบนอยหรือมากเกินไป 
การใชงานของเครื่องจักรที่ไมสมดุลหรือไมบรรลุประสิทธิภาพก็เปนสาเหตุที่ทําใหเกิด

ความไมคุมคาในการใชทรัพยากรที่มีอยู ซึ่งสามารถแกไขปญหาไดโดยการเพิ่มเครื่องจักร หรือ
ปรับปรุงขั้นตอนการผลิตเพื่อใหมีการใชงานเครื่องทดสอบที่มากเกินไปหรือนอยเกินไปได 

3.6.7 งานรอคอยที่เครื่องทดสอบมากหรือนอยเกินไป 
งานรอคอยเปนปญหาที่อยูในฝายผลิตที่มีพื้นที่จํากัด  เพราะเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

ในการทํางาน  ซึ่งควรจะบริหารใหมีอยูในปริมาณที่เหมาะสมกับเครื่องทดสอบในแตละเครื่อง เชน
เครื่องทดสอบ A Tester ควรบริหารใหมีอยูในปริมาณนอยเพราะเครื่องทดสอบนี้ทํางานดวย
พนักงาน ซึ่งบางครั้งทํางานไมรวดเร็วและบางครั้งมีความผิดพลาดกับฮารดดิสกไดรฟที่เสียบางตัว
และทําใหไมสามารถนําไดรฟตัวอื่นๆ ที่ทดสอบเสร็จแลวออกมาได  จึงทําใหเวลาทดสอบนานเกิน
กวาเวลาทํางานปกติ  และทําใหสามารถกําจัดงานรอคอยไดคอนขางยาก แตเครื่องทดสอบ B 
Tester ทํางานดวยแขนกล และในแตละชองฮารดดิสกไดรฟทํางานเปนอิสระตอกันจึงไมตองรอ
ฮารดดิสกไดรฟทดสอบเสร็จทั้งตูจึงจะนําออกได จึงทําใหเครื่อง B Tester ทํางานดวยความเร็ว
และมีความสม่ําเสมอ จึ่งควรมีงานรอคอยมากกวาที่เครื่อง A Tester เพื่อปองกันชองวางงานและ
ประสิทธิภาพการทํางานตกลงจากเดิม 

3.6.8 เงินลงทุนมีจํากัด 
แตละบริษัทจะมีการกําหนดเงินลงทุนในแตละป เพื่อใชในการเติบโตของแตละบริษัท

ซึ่งเปนวงเงินที่ไมมาก จึงทําใหทุกฝายตองมีการพัฒนาหรือปรับปรุงแกไขกระบวนทํางานใหมี
มูลคาที่ตํ่าสุด เพื่อเปนการประหยัดไวใชในกรณีที่ฉุกเฉิน ซึ่งปญหาในขอนี้มีความเปนไปไดยากที่
จะแกไขเนื่องจากเปนปญหาของฝายบริหารระดับสูง  จึงหันไปมองปญหาขออ่ืนๆ แทน 

3.5.9 เครื่องทดสอบ A Tester ไมมีผลิตขาย 
เนื่องจากปจจุบันเครื่องทดสอบรุนนี้ไมมีขายแลว จึงกลับไปมองเรื่องของการวิเคราะห

ปญหาอื่นๆ แทน 
3.6.10 พนักงานลาออกบอย 
ปญหาการลาออกของพนักงาน ทําใหบริษัทหรือโรงงานตองแบกรับภาระในการรับ

แรงงานคนใหมและภาระในการสอนงานใหม ซึ่งถือวาเปนภาระของบริษัทที่ตองแบกรับตนทุนโดย
ที่ยังไมสามารถใหผลผลิตกับทางบริษัท แตปญหาขอนี้เปนปญหาที่ทางฝายบุคคลเปนผูตองหา
ทางแกไข 
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3.6.11 พนักงานทํางานผิดวิธีใหเกิดความผิดพลาดกับชิ้นงาน 
การปฏิบัติงานที่ทําใหเกิดความผิดพลาดกับชิ้นงาน  ซึ่งปญหานี้มักเกิดจากพนักงาน

ทํางานเปนเวลานานและเกิดความเหนื่อยลา จึงทําใหทํางานผิดวิธีเนื่องจากขาดความระมัดระวัง 
และในบางสถานีงานออกแบบการทํางานไมถูกตอง  ซึ่งปญหานี้ทางวิศวกระบวนการผลิตและ
ฝายความปลอดภัยมีหนาที่รับผิดชอบปรับปรุงแกไข 

3.7 ปรับปรุงแกไขขั้นตอนการทํางาน 

ข้ันตอนการไหลของฮารดดิสกไดรฟหลังจากที่ไดปรับปรุงขั้นตอนการทํางานโดยได
นําเครื่อง B Tester เขามาทดแทนการทํางานในสวนการทดสอบเพื่อบงชี้อาการเสียในเครื่อง
ทดสอบแบบ A Tester ดังภาพที่ 3-12  
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ไมผาน 

หนวยความจําหัวอานเขียน ที่ประกอบแลวเสร็จจากหองสะอาด 

ประกอบฮารดดิสก  เขากับแผนวงจร (PCB) 

เครื่องทดสอบฮารดดิสกเพื่อแยก
งานดี/เสียและบงชี้อาการเสียได 

(B Tester) 

พิมพฉลากผลิตภัณฑ  
(Label print) 

สถานีทดสอบแบบ
สุม (FQA);A Tester 

บรรจุผลิตภัณฑ (Packing) ผาน 

ทดสอบใหม100% (Re-
screen) ; A Tester 

จัดสงลูกคา (Logistic) 

ไมผาน 

ไมผาน 

ไมผาน 

ผาน 

Rework 

ผาน 
สถานีงานเสียงานเสียที่เครื่อง
ทดสอบสามารถหาอาการเสียได 

(Mitech Debug; Scanner) 

ทดสอบงานเสียที่เครื่องทดสอบ
ฮารดดิสกไมสามารถหาอาการเสียได 

(Debug station; B Tester) 
 

ภาพที ่3-12 
แผนภูมิการไหลโดยรวมในการผลิตฮารดดิสกไดรฟสวนหลังหองสะอาด 

หลังจากปรับปรุงแกไขกระบวนการผลิต 
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จากภาพที่ 3-1 และ ภาพที่ 3-12 เมื่อเปรียบเทียบกันแลวจะพบวาเมื่อทดสอบ
ฮารดดิสกเพื่อแยกงานดีและงานเสีย ที่สถานีงาน B Tester แลวนั้น ในการปฏิบัติงานแบบเดิม
ฮารดดิสกไดรฟที่เสียจะถูกนําไปทดสอบที่เครื่องทดสอบฮารดดิสกไมสามารถหาอาการเสียไดที่
สถานี A Tester แตเมื่อทําการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานใหเครื่องทดสอบ B Tester สามารถ
ทดสอบหาอาการเสียไดแลวนั้น จะทําใหไมมีการขนยายฮารดดิสกไดรฟไปยังเครื่องทดสอบ A 
Tester เนื่องจากแขนกลของเครื่องทดสอบ B Tester จะหยิบฮารดดิสกไดรฟไปทําการทดสอบตอ
ที่สถานีทดสอบหาอาการเสียของงานในเครื่อง B Tester ไดในทันที  

สาเหตุที่ทําใหผูทําการวิจัยเปลี่ยนขั้นตอนกระบวนการทดสอบ เนื่องมาจากเหตุผลใน
สวนของการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือชวย คือ ไดอะแกรมสายใย (String diagram) ที่นํามาใชเปน
เครื่องมือชวยวิเคราะหใหเห็นภาพจริงถึงเสนทางที่นาจะเกิดทับซอนหรือยอนกลับไปมาวาเกิดขึ้น
จริงหรือไม   

โดยจากภาพที่ 3-13 จะสังเกตเห็นวาในระหวางสถานีงานของเครื่องทดสอบ A 
Tester และเครื่องทดสอบ B Tester มีการขนยายงานกลับไปมาซ่ึงทําใหทราบวามีเสนทางการ
ทํางานที่ซ้ําซอนและสามารถแกไขกระบวนการผลิตไดเปนจุดแรก ซึ่งสามารถทําใหไดผลหลังการ
แกไขดังแสดงในภาพที่ 3-14 

โดยจากภาพที่ 3-14 จะเห็นไดวาในระหวางสถานีงานของเครื่องทดสอบ A Tester 
และเครื่องทดสอบ B Tester กอนการปรับปรุงมีการขนยายงานกลับไปกลับมาซึ่งทําใหทราบวามี
การทํางานที่ซ้ําซอนและสามารถแกไขกระบวนการผลิตไดเปนจุดแรก ผลหลังการแกไขแลว
สามารถลดกระบวนการที่ซ้ําซอนลงได 1 สถานีงานและยังทําใหมีทรัพยากรเพิ่มข้ึนในสวนของ 
สถานีทดสอบแบบสุม (FQA) และสถานีทดสอบใหม100 เปอรเซ็นต (Re-screen) เนื่องจากสถานี
งานทดสอบงานเสียที่เครื่องทดสอบไมสามารถหาอาการเสียได 
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ภาพที ่3-13 

ไดอะแกรมสายใย (String diagram) สําหรับการเคลื่อนที่และประมาณการแผนผังอยางงาย กอน
ทําการปรับปรุงแกไขกระบวนการผลิต 

ระยะทางของสถานี B Tester และ A tester หางกัน 18 เมตร 
จํานวนรอบในการขนยาย 50 รอบ/วัน/คน 

หองสะอาด 

ประกอบฮารดดิสกเขา
กับแผนวงจร(PCB) 

 
 
 

เขาเครื่องทดสอบฮารดดิสก 
เพื่อแยกงานด/ีเสีย ; B Tester 

 

สถานทีดสอบงานเสียที่เครื่อง
ทดสอบไมสามารถหาอาการ
เสียได(Debug station; A 

Tester) 

สถานงีานเสยีงานเสียที่เครื่อง
ทดสอบสามารถหาอาการเสียได 

(Mitech Debug; Scanner) พิมพฉลากผลติภัณฑ  
(Label print) 

สถานทีดสอบแบบสุม(FQA);A Tester 

สถานทีดสอบใหม100% 

บรรจุผลิตภัณฑ(Packing) 

พื้นที่วางสนิคาและจัดสงลูกคา(Logistic) 

 
 
 

 
 
 
 

พื้นที่จัดแบงกลุมของ 
ฮารดดิสกไดรฟตามหมายเลข
และลําดับรอคอยเพื่อรอ

ทดสอบ 
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ภาพที ่3-14 

ไดอะแกรมสายใย (String diagram) สําหรับการเคลื่อนที่และประมาณการแผนผังอยางงาย 
หลังจากทําการปรับปรุงแกไขกระบวนการผลิต 

หองสะอาด 

ประกอบฮารดดิสกเขา
กับแผนวงจร(PCB) 

 
เขาเครื่องทดสอบฮารดดิสก 
เพื่อแยกงานด/ีเสีย ; B Tester 

และ 
สถานทีดสอบงานเสียที่เครื่องทดสอบไมสามารถหา

อาการเสยีได(Debug station; B Tester) 
 

สถานงีานเสยีงานเสียที่เครื่อง
ทดสอบสามารถหาอาการเสียได 

(Mitech Debug; Scanner) พิมพฉลากผลติภัณฑ  
(Label print) 

สถานทีดสอบแบบสุม 
(FQA);A Tester 

สถานทีดสอบใหม100% 
(Re-screen);A Tester 

บรรจุผลิตภัณฑ(Packing) 

พื้นที่วางสนิคาและจัดสงลูกคา(Logistic) 

 
 
 
 

พื้นที่จัดแบงกลุมของ 
ฮารดดิสกไดรฟตามหมายเลข
และลําดับรอคอยเพื่อรอ

ทดสอบ 
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3.8 ขอมูลหลังการแกไขขั้นตอนการผลิต 

3.8.1 การใชประโยชน (Utilization) 
จากขอมูลที่เก็บมาดังแสดงในตารางที่ 3-1 คือ ขอมูลกอนการแกไข ซึ่งจากการ

วิเคราะหลักษณะของขอมูลจะเห็นไดวาการใชประโยชนของ A Tester นั้นคอนขางใชงานเต็ม
ประสิทธิภาพ  

หลังจากทําการแกไขแลวเก็บขอมูลไดดังตารางที่ 3-3 ซึ่งจะเห็นไดวาการใชประโยชน
ของเครื่องทดสอบ B Tester หลังจากถูกนํามาใชประโยชนทดแทน A Tester ในสวนการทดสอบ
งานเสียแลวนั้น ทําให B Tester มีเปอรเซ็นตการใชประโยชนสูงกวาขั้นตอนการทํางานแบบเดิม 

ซึ่งสามารถแสดงขอมูลการใชประโยชน (Utilization) ของเครื่องทดสอบ ของเครื่อง
ทดสอบ A Tester และ B Tester ออกมาตามแผนภูมิภาพภาพที่ 3-15 
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ตารางที่ 3-3 
ขอมูลการใชประโยชนของเครื่องทดสอบฮารดดิสกกับผลิตภัณฑ AAA (เดือนตุลาคม 2551) 
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เปอรเซ็นการใชประโยชนของเคร่ืองทดสอบฮารดดิสกไดรฟ

65.00%

70.00%

75.00%

80.00%

85.00%

90.00%

95.00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

วันท่ี

เป
อ
รเ
ซ็
นต


การใชประโยชน A tester
การใชประโยชน B tester

     
 

ภาพที ่3-15 
แสดงขอมูลการใชประโยชนของเครื่องทดสอบ (Utilization) ของเครื่องทดสอบ A Tester 

 และ B Tester (เดือนตุลาคม 2551) 
 

3.8.2 งานรอคอย (Work In Process) 
จากขอมูลแสดงดังตารางที่ 3-2 คือ ขอมูลกอนการแกไข ซึ่งสามารถวิเคราะหไดวา

งานที่รอคอยของเครื่องทดสอบ  A Tester เปนเปอรเซ็นตที่คอนขางสูงกวาเครื่อง B Tester  
แตหลังจากทําการแกไขปรับปรุงกระบวนการผลิตและเก็บขอมูลดังตารางที่ 3-4 ซึ่ง

สามารถแกไขปญหางานรอคอยของเครื่อง  A Tester ไดจากการเพิ่มการใชงานในสวนของเครื่อง
ทดสอบ B Tester โดยเพิ่มงานรอคอยที่เครื่อง B Tester และลดงานรอคอยที่เครื่อง A Tester การ
ใชเครื่อง B Tester ทดแทนการทํางานของเครื่อง  A Tester ทําใหอัตราการใชประโยชนของเครื่อง 
B Tester เพิ่มข้ึน เนื่องจากมีงานรอคอยเขามาเพิ่ม ซึ่งสามารถชวยปรับเรียบใหกับกระบวนการ
ทํางานใหคลองตัวขึ้นจากกระบวนการผลิตแบบเกา ซึ่งในบางครั้งหยุดชะงักจากการไมมีฮารดดิสก
ไดรฟสําหรับทดสอบงานเสียในเครื่อง B Tester นั่นเอง 
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และสามารถแสดงขอมูลปจจุบันของงานรอคอยเขาเครื่องทดสอบ A Tester และ B 
Tester หลังจากแกไขกระบวนการผลิตแลวเสร็จ   โดยใหผลของงานรอคอยในเครื่อง B Tester 
เพิ่มข้ึน และงานรอคอยที่ A Tester ลดลง โดยแสดงออกมาเปนแผนภูมิดังภาพที่ 3-16 

 

ตารางที่ 3-4 
ขอมูลของจํานวนงานรอคอยเขาเครื่องทดสอบ A Tester และ B Tester (เดือน ตุลาคม 2551) 
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งานรอคอยหนาเคร่ืองทดสอบในกระบวนการผลิต
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%งานรอคอย A tester
%งานรอคอย B tester  

 

ภาพที ่3-16 
ขอมูลงานรอคอยเขาเครื่องทดสอบ A Tester และ B Tester (เดือนตุลาคม 2551) 

   
ซึ่งจากผลของขอมูลหลังจากปรับปรุงแกไขกระบวนการทํางานแลวนั้น สามารถ

สรุปผลตามตารางที่ 3-5 เพื่องายตอการวิเคราะหและเปรียบเทียบผลการทดลองที่ไดดังตอไปนี้  
 

ตารางที่ 3-5 
เปรียบเทยีบขอมูลกอนปรับปรุงและหลงัทาํการปรับปรุงแกไขกระบวนการผลิต 

 
จากตารางจะเห็นไดวา กอนปรับปรุงและหลังปรับปรุงขั้นตอนการผลิตมีทั้งคาที่มาก

ข้ึนและคาที่นอยลง โดยสามารถอธิบายได ดังนี้ 
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3.8.1 การใชประโยชนเครื่อง A Tester 
กอนทําการปรับปรุงมีคา 90.06 เปอรเซ็นต และหลังปรับปรุงมีคา 83.05 เปอรเซ็นต 

ซึ่งแสดงใหเห็นวาการใชประโยชนของเครื่องจักร A Tester มีคาที่ลดลง   แสดงใหเห็นวาเครื่องจักร
ทํางานอยูในระดับที่เหมาะสมขึ้นเนื่องจากวามีเปอรเซ็นตเผื่อสําหรับกรณีเครื่องจักรมีเหตุที่ทําให
ไมสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพในกรณีฉุกเฉินได เชน ความผิดพลาดในการทํางานของ
เครื่องจักร หรือ ความผิดพลาดในการทํางานของชองใสฮารดดิสกไดรฟ 

3.8.2 การใชประโยชนเครื่อง B Tester 
กอนทําการปรับปรุงมีคา 69.60 เปอรเซ็นต และหลังปรับปรุงมีคา 81.95 เปอรเซ็นต 

ซึ่งแสดงใหเห็นวาการใชประโยชนของเครื่องจักร B Tester มีคาที่เพิ่มข้ึน   แสดงใหเห็นวา
เครื่องจักรทํางานอยูในระดับที่เหมาะสมขึ้น ไมมีการรอคอยของงานในปริมาณที่มากเกินไป มีการ
ใชประโยชนของเครื่องจักที่คุมคามากขึ้น และจะเห็นไดวามีเปอรเซ็นตเผื่อสําหรับกรณีเครื่องจักรมี
เหตุที่ทําใหไมสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพในกรณีฉุกเฉินได เชน ความผิดพลาดในการ
ทํางานของเครื่องจักร หรือ ความผิดพลาดในการทํางานของชองใสฮารดดิสกไดรฟ  

3.8.3 งานรอคอยที่เครื่อง A Tester 
กอนทําการปรับปรุงมีคา 29 เปอรเซ็นต และหลังปรับปรุงมีคา 5 เปอรเซ็นต ซึ่งทําใหมี

การวางรถขนชิ้นงานในพื้นที่ของกระบวนการผลิตนอยลง เพิ่มความสะดวกในการทํางานใหกับ
พนักงานมากขึ้น และสามารถทดสอบชิ้นงานไดตอเนื่องมากยิ่งขึ้นหรือเปนการพยายามปรับเรียบ
การผลิตในสายการผลิต ลดความเรงรีบของพนักงานในการนําเขา/ออกของชิ้นงานอันเปนสาเหตุ
ใหเกิดความผิดพลาดในการทํางาน ลดตนทุนบัญชีทางอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากงานรอคอย 
และลดความเสี่ยงที่การเกิดอุบัติเหตุจากชิ้นงานที่รอคอยการทดสอบที่วางเต็มพื้นที่  

3.8.4 งานรอคอยที่เครื่อง B Tester 
กอนทําการปรับปรุงมีคา 4 เปอรเซ็นต และหลังปรับปรุงมีคา 13 เปอรเซ็นต ทําใหมี

ชิ้นงานเขาทดสอบที่ตอเนื่อง ลดการรอคอยชิ้นงานที่จะทดสอบ เนื่องจากแขนกลทํางานเร็วกวา
การใชพนักงานคนหยิบชิ้นงานเขาและหยิบชิ้นงานออก และทําใหเปอรเซ็นตของการใชประโยชน
เครื่องทดสอบสูงขึ้นอีกดวย 

3.8.5 จํานวนพนักงานที่ใชสําหรับเคลือ่นยายงานเสีย 
กอนทําการปรับปรุงมีพนักงานทํางานในสวนของการเคลื่อนยายงานเสีย 3 คน และ

หลังปรับปรุงมีพนักงานทํางานในสวนของการเคลื่อนยายงานเสีย 0 คน ซึ่งสามารถลดคาแรงงาน
ลงได 165 บาทตอวันตอคน 
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3.8.6 เวลาการขนยายที่ใชสําหรับเคลือ่นยายงานเสียตอวัน (ชม.) 
กอนทําการปรับปรุงใชเวลาการขนยายที่ที่ใชสําหรับเคลื่อนยายงานเสียตอวันเทากับ 

2 ชม. และหลังปรับปรุงลดเวลาลงได 2 ชม. ซึ่งทําใหฮารดดิสกไดรฟสามารถสงถึงมือลูกคาไดเร็ว
ข้ึน 2 ชม. โดยประมาณ  

3.8.7 เปรียบเทียบจํานวนผลผลิตกอนและหลงัการปรับปรุง 
เปรียบเทียบผลผลิตโดยเฉลี่ยกอนการปรับปรุงสายการผลิตและหลังการปรับปรุง

สายการผลิต แสดงใหเห็นวาหลังการปรับปรุงสามารถเพิ่มผลผลิตได 23,000 ฮารดดิสกไดรฟตอ
วัน หรือคิดเปน 39 เปอรเซ็นตโดยเฉลี่ย ซึ่งสามารถแสดงไดดังแผนภูมิภาพที่ 3-17 

 

เปรียบเทียบผลผลิตกอนและหลังปรับปรุง
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งานท่ีถูกทดสอบเสร็จกอนการปรับปรุง

งานท่ีถูกทดสอบเสร็จหลังการปรับปรุง  
 

ภาพที ่3-17 
ขอมูลเปรียบเทียบจาํนวนผลผลิตกอนและหลังการปรับปรุง 

 
3.8.8 เปรียบเทียบประสิทธิภาพกอนและหลงัการปรับปรุง 
จากขอมูลแสดงตามตารางที่ 3-1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยกอนการ

ปรับปรุงสายการผลิตและหลังการปรับปรุงสายการผลิต แสดงใหเห็นวาหลังการปรับปรุงสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานได 6 เปอรเซ็นตโดยเฉลี่ย แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงและใช
ทรัพยากรที่มีอยูในโรงงานใหคุมคามากขึ้น 
 
 




